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Проверка корректности реализации механизмов встроенного самотестирования современных микропроцессоров
Механизмы встроенного самотестирования широко используются в современных микропроцессорах. Одной из важнейших сфер их применения является проверка исправности блоков встроенной памяти. Для этих устройств характерны большая площадь, огромное число и жёсткие режимы работы транзисторов. Эти факторы способствуют возникновению неисправностей встроенной памяти, различных как по природе, так и по проявлению. Развитие же технологии производства интегральных схем способствует возникновению новых классов неисправностей. Это обуславливает широту использования механизмов встроенного самотестирования и важность их корректной работы.


Предлагается подход к проверке корректности реализации механизмов самотестирования блоков встроенной  памяти, при котором модуль, реализующий данный механизм, подключается к программной модели неисправной памяти, запускается процесс самотестирования, по завершении которого результаты работы сличаются с ожидаемыми. Модель неисправной памяти состоит из модели исправной памяти на языке программирования C++ и множества функциональных моделей неисправностей на  транслируемом языке высокого уровня. Подобный гибридный подход позволяет строить высокопроизводительные модели широкого класса неисправностей, что способствует повышению качества отладки механизмов встроенного самотестирования.


Этот подход был применен в процессе работы над микропроцессором нового поколения. Были рассмотрены различные типы неисправностей и проверена способность конкретных механизмов встроенного самотестирования выявлять их в различных частях чипа.


В результате показано, что предложенный подход позволяет повысить эффективность и качество отладки блоков встроенной памяти и может применяться в процессе разработки микропроцессорных систем.

